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DISCIPLINA: Prototipacdo e Teste de Sistemas Digitais

Vigéncia: a partir de 2007/1 Periodo Letivo: Eletiva

Carga Horaria Total: 45h Caodigo: EE.545

Ementa: Especificacdo de Sistemas Complexos. Pipeline e arquitetura de
magquinas dedicadas. @ Maquinas de estados hierarquicas. Plataformas de
projeto sistemas digitais embarcado. Componentes programaveis. Prototipacao
de placas. Emulacdo de hardware. Geracao de vetores de teste. Modelos de
falhas. Cobertura de falhas. Testabilidade de sistemas digitais. Assinaturas de
teste. AplicacOes de sistemas digitais.

Conteuidos

UNIDADE | — Especificacao de sistemas Digitais
1.1 Especificacdo de sistemas embarcados
1.2 Metodologia de projeto e ferramentas
1.3 Especificacdo em alto nivel de um sistema digital

UNIDADE Il — Exploracéo do espaco de projeto
2.1 Particionamento PO/PC
2.2 Paralelismo e pipeline
2.3 Particionamento hardware/software
2.4 Maquinas dedicadas (ASIPs)

UNIDADE Il — Teste e Validacdo de Sistemas Digitais
3.1 Simulacao légica
3.2 Modelos de falhas
3.3 Simulacéo de falhas
3.4 ATPG
3.5 Projeto visando o teste
3.6 Auto-teste embarcado
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